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Protoké: z badan zaklédalnoéci elektromagnetycznej ukadu
automatyzacjx ze: sterewnkiem ‘PC=2k=COMPACT. Zakres badan
obejmowal sprawdzenie odpornoéci ‘nai.zakidécenia sieciowe
. impulsowe nanosekundowe, impulsowe duzej energii, krétkotrwaie
zaniki'napi@cia sieci, zakidcenia kabla interfejsowego,
wyladowania elekfrycznoéci statyéiﬁéj.” - !
‘Protok6l.zawiera wyniki zrbadaf. i .wnioski. .10

Tytuly poprzednich |
uly pop ch sprawozdan ; dokumenty normalizeacyine:
D] Badania odpornoéci sterownika systemu PC~COMPACT
na zaklécenia impulsowe. Sprawozdanie nr rej.4849 1982r,

; [2] “PN= 86751306600 /projekt/. Aut‘:omatykax ikpqpiary,,pgzigq_xy,slowe.
Kompatyb:.lnoéc elektromagnetyczna urzadzen.Ogélne wymagania
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&ﬂ Publikacja JEC 550. Interface .between numerical controls
and industrial machines.
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Badany uktad skiada sie z: .
~ ukiadu sterowania ze strownikiem PC-2k~COMPACT -
umieszczenego w szafie gidwnej typ MW~-1132 Nr 1

=~ dwdch szaf posredniczacych zawierajacych elementy
sterowania i sygnalizacji stanu pracy ukadéw Wykepéwczybh,

-~ dwoch ukladdéw wykonawczych - eobrabiarek typ RVA25
Nr 98/19317 i Nr 177/19396. :
Badaniom: zakidcalnesci elektremagnetyczneg poddany byx
‘uktad sterowania wspélpracujacy z jedna szafa poéredniczeca
i jedna ebrabiarkea.
Zasilanie ukiadu sterowania: jednefazowe z sieci pradu
przemiennege 220V, 50Hz, i
Zagilanie obrabiarki: tréjfazowe z sieci pradu przemiennege
| . 880V, 50Hz
Uklad sterowania /szafa giéwna/ jest wykonana jako urzadzenie
w I klasie: echrennedci. Przylacze sieciewe /pe dekenaniu
peprawki ~ dwuprzewedewe/ zrealizowane jest kablem sieciowym
e diugesci ek, 4 m zak.ﬁczonyn wtycqu.
Polqczenia interfejsowe miedzy szafe giéwna a szafg pedredni-~
{czqca sg wykenanes kablami w- oszonie metalowej, pelniqcej
rele ekranu, S N
Szafy podredniczace zaszlane sa wylacznie napzeciem obiekto-
wym 24V,

1.1.'Zminny wprewadzone w trakcie badan.

. Badania wstapne wykazaly.AZQ ukidd sterewania wykazuje
_bardze niska edpernesc na zakldcenia impulsewe nanosekun~
- dowe od strony zasilania sieciewege /penizej 210V/.
W:zwigzku z tym pedjete préby znalezienia przyczyn tak
niskiej edpornosci ukitadu na zakiodcenia.
W pierwszej kolejnosci konstrukterzy ukiadu przeprowadzili
dziatania majace na celu doprowadzenie obwodu zasilania
1 obwedu ochrennege uktadu do zgodnosci z obowiazujgcymi
normami i przepisanmi bezpieczernstwa ebstugi dla tego
rodzaju urzgdzenn, Dokonanot
- = zmiany sposobu zasilania ukiadu sterowania z tréjprza-
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wodowego na dwuprzewodowe,
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< uzienmienis ukladu sterowania i szafy gitdéwnej wzgleden
- punktu uziemienis obrabiarki. '
Ponadto konstruktorzy dckonali nastepujgcych zmian
wczeéniej zalecanych przez [}],zgodnych z publikacie
1EC 550 [3]: _
. = uporzgdkowali obwéd uzicminnil wewngtrz szafy gibwne]j,
-~ zumontowali filtr -1-ciowy przeaiuzakiéceniouy typ
FP 250/4 MIFLEX.
Po wprowadzeniu powyzszych zmian przeprowadzonu vitasciwe
badania zaklécalnoéci uklldu.

2.1. WykorégstgnanyApraqrim tastowy

W badaniach zakXdcalnoéci ukiad wykonywsl zaprogramowan& :
przez uzytkownika cykl-pracy'skladajgcy‘sie z 8 podprogra- |
méw. Podprograny réinily sig miedzy soba predkoscig przesum
supertu podlutnpg.7nraz‘prgdkoéci@ obrotowg wrzeciona 5
obrabisrki. Pe zakoriczeniu wykonywanis 8 podprocgranu cykl'
byt rozpoczyngny od podprogranu pieruszegs.
' Jako kryterium zaklécalnodci ukiadu osterowania przvjeto: }
-‘niokontrolownna zmniany standw ﬂyjéc sterowniks sygnali-
_ zowane na pakietach wyjéciomych w tyn wystepowanie o
nieuykorzystanych w programie wyjéc a w przypadku wyjdcial
z podigczonym do niego elemantcm wykonawczym wysterowanie:
tego elementu nygntlizonane na azafie poéradniczgcaj
bezpoédrednio na obrabisrce : f
- niakontrolowana.zminng stanuwpracy tterannik: aygntlizoo f
wan3 przez diody na plytca .toroanika /np. stop .uaryjny/q

2.2. anréc»i sposdb grquégiggz-nig badaﬁ
Zakres badan obejmowat badanis zaktécadnoéci uklsdu
sterowaniam dla obwodu sieciowegs, interfejsowego oraz
obudowy urzgdzanit. Badania przeprowmadzono metodami
zalecanymi w projekcio PN/E [?ﬂ dla zaklécen impulsowych

> nanosekundowych, impulsowych duzej energii, dynamicznych
zimian napiecim zasilania, zakiécer’t od pels magnetycznege /’
oraz wyladowan elektrycznosci statycznej. W tablicy 2.2.1
podano zestowienis urzgdzedh pomiarouych i urzadzen pomocnq

czych ntosowanych " bzdaniuch i oznaczenis metod symulac314
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'Z.powodu braku generatora impulséw 5/50n§ zalecanego w
PN/E' zastosowano zastepczo generator wytwarzajacy impuls
zakécajacy o parametrach 5/100ns. W przypadku badan
- zakiécalnodci od strony zasilania sieciowego punktem

. pomiarowym bya wtyczka kabla sieciowego szafy gZdwnej.
Zakl6cenia niesymetryczne byly symulowane wzgledem poten-
cjatu zacisku uziemiajacego na listwie zaciskowej szafy-
gléﬁnej. Czas badania, narazania zakidceniami impulsowymi:
wynosit 1,5 minuty co odpowiada narazeniu Sadanego obwodu
ok. 1000 impulsami. | ‘

Tablica 2.2.1.
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! Urzadzenie pomocnicze

! Zakl6cany !Generator

czacej -

Ponizej podano wyniki badari zakiécalnosci ukiadu sterowania
po wprowadzeniu zmian opisanych w p. 1.1.° '

a/ Zakiécalnoé¢ ukiadu sterowania od strony obwodu sieciowego
dla zakiécen 1mpulsowych nanosekundowych /metdda SN1/

Poziom zakléceﬁ / Czas narastania 1mpulsu.
Objawy zakidceria

+1500V/5ns _
~-1500V/5ns

+1240V/35ns
-1240V/35ns
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1 obwéd | :symulator t sprzegajace itoddzielajace ltody wg.

: P H . PN-86/E=~0660C
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i Sieciowy t NSG~222 10nF I NSG 2000 ! SN1 _
' : ! Gzi-50 .} 1nF ; 1,6 mH 1 SS30, SN30
' ! .5Z5-2 ; t ! ss70 .
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! Kabel inte-! GZI-50 | przewéd ! { SM 30
;rfejsowy A GZS~50 - ! testowy H ! SM 50
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zaobserwowano
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zaobserwowano
zaobserwowano




b/ Zakiécalnoéé ukZadu
\dla zaktécen impulsowych duzej energii 0,2/50ps

Poziom zaktdcenia

~——"Metoda 8830

Metoda SN30

-y

sterowania od strony obwodu sieciowego

Objawy zakiécenia .
+1000V —— - —nie zaobserwowano __ __ .
~1000V . nie zaobserwowano
+900V niekontrolowane
wyecofanie suportu poprzecznego
/wyj.nr206/ oraz wysterowanie.
innych wyjs$c niewykorzystanych
W programie
-900V niekontrolowane wycofanie.

! c/ Zakl6calnosé ukiadu sterowania przy krétkotrwaiych

suportu poprzecznego /wyj.nr 206/

+

zanikach napiecia sieci /metoda SS70/
Czas zaniku ’
do 58 ms

.d/\Zakiécalnoéé uklddu ‘sterowania od strony kabla interfejsoweg

59 ms

Objawy zaktécenia ,
nie zaobserwowano )
przerwanie wykonywania programu

“sygnalizacja STOP AWARYJNY,

wylaczenie wszystkich napieé -
wewngtrznych.

polen magnetycznym impulsowym/metoda SMSO/ io czestotliwoéc
sieci /metoda SM50/. :

Poziom zakidcenia
impulsowe 1000V

o czestotliwoéci
sieci 50A

Objawy zakécenia -
nie zaobserwowano : ‘

nie zaobserwowano

e/ Zakiécalnoé¢ ukladu sterowania przy wyladowaniach ‘
elektryczno$éci statycznej /métoda SEBO/

Pdziom zakiécenia

4kV Wyxadowanie wzgle-
dem masy obrabiarki
na szafe gidwna ina.
szafe posredniczaca

-

. Objawy zakiécenia

'+ " nie zaobserwowano

4kvvalédowanie wzgledem' wycofanie suportu

zacisku uziemienia
szafy gidéwnej na
szafe gidwna

poprzecznego
/ayj.nr 206/ .

. IEA e =
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A4, Wnioski

1. Na podstawie wynikdw pomiaréw p.3 mozna okrbélié poziomy

6dpornoéci ukzadu sterowania ze sterownikiem. PC~2k-COMPACT

___a/ w_obwodzie sieciowym dla zakXdécen impulsowych‘nanosekun-

—_—

dowych niesymetrycznych powyzej 1500V :5/100ns me toda Sﬁi
. /max poziom sygnaiu generatora/ .
b/ w obwodzie sieciowym dla zaklécenn impulsowych duzej _

energii 0,5J .
niesymetrycznych g90ov 0,2/50us metoda SN30

symetrycznych  powyzej 1000V 0,2/50us metoda SS30
: /max poziom sygnatu generatora/

c/ w obwodzie”sieciowym dla krétkotrwalycﬁ zaniﬁéw

-~

napigecia sieci 58 ms Un/0 metoda SS70

~ d/ w cobwodzie idterfejsowym.dla zaklo6cett od bliskich pél

magnefycznych _
impulsowych  powyzej 1000V .0,2/50us metoda SM30
sinusoidalnych powyzej 50A 50Hz Metoda: SM50

e/ dla wyladowari elektrycznosci statycznej ~ .
4kv , metoda SEBO.

~\ .
" 2. Zalecane poziomy odpornosci urzadzen przeznaczonych do

automatyzacji proceséw produkcyjnych w/g projektow
pPN/E [2] wykonanie urzadzenia W2 o podwyZszonej odpornosci

i publikacji IEC 550 [3] wynosza odpowiednio:
’ ' . PN/E . IEC 550
a/ zakiécenia impulsowe nanosekundowe 5/50ns 2kv

’ /w obwedzie sieciowym/

b/ zakiécenia impulsowe duzej energii 1,2/ 2kv 620V
. /w obwodzie sieciowym . 50us /niesprecy
zowane pa
rametry imp
lsu i metod
-~ . symulacji/

¢/ krétkotrwate zaniki napigcia sieci Un/0’ 20ms ‘Un/0 10m

d/ zakiécenia od bliskich pél magnety-
cznych /w obwodzie interfejsowym/
impulsowe duzej energii 1,2/50us 1kv
sinusoidalne 50Hz - 20A

e/ wyladowania elekfrycznoéci statyczne] : 4kV.




e e A L e EER Wt om SEAB N

-

3. Poréwnujac zalecane i pomierzone poziomy odpornogci dla
; - ' ‘ukiadu sterowania ze sterownlklem PC-2k~COMPACT nalezy -
' stwierdzié, ze uklad badany speinia wymagania dla krétkotrwa-'
. 2ych zanikéw napigcia sieci, zagléceﬁ'od bliskich p6l.magne~ .
; ’ - —“tycznych oraz wyladowar-elektryczno$ci statycznej. .
' . Dla zaktdéceéh impulsowych nanosekundowych nie mozna jednoznacz-.
nie. okreélié, poziomu odporfoéci urzadzenia gdyz jest on wyzszy
od poziomu zakldceri symulatora NSGZ22, 15oov. Mozna stwierdzic
AR Zze jest to poziom wysoki. Dla zaklécen impulsowych dozej
: ’ energfl uklad nie speinia wymagah L .

%

- 4. W trakcie badati, wysoki poziom podatnoéc1 na zaklécenia wykazy
waly ukady wyjéciowe stercwnika a w szczegélnoéci wyjécie nr
206 /wycofanie suportu poprzecznego/. Niekontrolowane wystero-
wanie tego wyjécia praktycinie okreélito poziom odpornoéci \
na zaklécenxa catego ukiadu. Przyczyna tak niskiego poziomu

. - edpornosci wyj.206 meze by¢ np. niestaranny montaz, nieumie~

jetne peprowadzenie przewoddéw intcrfejsouych czy zasilania.
Zbadanie i usunigcie przyczyn nisklego peziomu odpornoéci N
wyjécia nr 206 pewinne przyczyni¢ sie do podniesienia peziomu

: . odperneéci catego ukladu sterowania na zaki6cenia impulsowa.

5. Zainstalowanie przewidywanego przez konstruktoréw transforma~
tera zasilajacego szafe giéwna powinno podnieé¢ poziom odporno
' éci ukiadu .na zakiécenia impulsowe. Jezeli transformator
. bedzie posiadak ekran to nalezy przypuszczaé ze ukiad powini
\ speiniad wszystkie zalecane w PN/E wymagania dotyczace
’ zakiécern elektromagnetycznych, co .umozliwi jego poprawna prace
. ’ w warunkach zqstosowaﬁ przemysXowych.

3 . ~
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